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Sammendrag 2664-90

Fremgangsmade og apparat til maling af isotop forholdsbestem-
melse af grundstoffer p& metalliske halviedende eller isole-
rende flader. Fremgangsmaden involverer en pulsering af en
jonstrale (18) af i hvert fald omkring 2 keV ved et strejfende
indfald til indtreangning i overfladen af preven (21). lonerne,
der slas vaek fra overfladen af preven (21), er detekteret med
et f1yvet{dsmassesbektrometer af hej oplesningsevne, som be-
star af i hvert fald ét lineart feltfrit drivrer (27) og
mindst &t toroidalt eller sferisk energifilter (30) med en po-
larisation pa +/- V til detektion af positive eller negative
joner. Metoden kan anvendes i forbindelse med et stort antal
grundstoffer fra det periodiske system, og ionkilden kan ud-
velges fra en stor gruppe af ioner, der kan bombardere en
preve. Der er yderligere metoder til maling af ionerne under
hejtryksmassespektrometri ved tryk sa heje som 1 Torr. Appa-
ratet kan tilpasses for kvantitativ maling af grundstofferne
pa overfladen under hsjtryksforhold. Der er ogsa omtalt et ap-
parat til maling af ioner. Dette apparat kan indeholde 1 til §
masseanalysatorer indeholdende milinger for tilbageslaede og
direkte tilbageslaede ioner, for ionspredningsspektroskopi,
for sekundér jonspektroskopi og for detektion af tilbageslaede
joner. Masseanalysatorer er anbragt ved passende vinkler til
detektion af ionerne frigjort under bombardementet &af proven.
Under maling af tilbagespredte ioner er apparatet opstillet

for to separate kilder.
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